UNIWERSYTET
JAGIELLONSKI
W KRAKOWIE

Znak sprawy 80.272.638.2016
(Nr CRZP/UJ/638/2016)

Krakow, dnia 23 grudnia 2016 r.
Do wszystkich potencjalnych wykonawcow

dot. postepowania o udzielenie zamowienia z dziedziny nauki, prowadzonego na mocy postanowien
art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy PZP oraz art. 30a-30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. 0 zasadach
finansowania nauki, na zakup i dostawe fabrycznie nowego mikroskopu sit atomowych AFM
0 parametrach technicznych i ilosciowych opisanych w zatqczniku A do Zaproszenia, na potrzeby
Wydziatu Chemii Uniwersytetu Jagielloniskiego, mieszczgcego sie  w Krakowie, kod: 30-060,
przy ul. Ingardena 3, realizujgcego projekt pt. ,,Skoniugowane nanoszczotki polimerowe — struktura
molekularna a wlasciwosci optyczne i elektryczne”

Wyjasnienia tresci Zaproszenia do skladania ofert i specyfikacji technicznej
przedmiotu zaméwienia

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na ponizej cytowane, pisemne zapytania jednego z potencjalnych wykonawcow
skierowane dnia 21 grudnia 2016 r. (za pos$rednictwem poczty elektronicznej), dotyczace przedmiotu
zamoOwienia, uprzejmie wyjasniamy co nastepuje:

Pytanie 1:

»W zatgczniku A stanowigcym specyfikacje techniczng przedmiotu urzgdzenia w punkcie 1.6.,
Zamawiajgcy wymaga aby mikroskop pracowat w trybie MFM (Mikroskopia sit magnetycznych).
Czy Zamawiajqcy wymaga aby gtowica mikroskopu byta zbudowana z materiatow nie-magnetycznych
(materiatow nie wykazujgcych wtasciwosci magnetycznych), co jest bardzo istotne przy badaniach
Z pomiarami sit magnetycznych?”

Odpowiedz 1:

Tak, glowica mikroskopu powinna by¢é zbudowana 7 materialow nie wykazujqcych
wlasciwosci magnetycznych, w celu zachowania jak najlepszych parametrow w obrazowaniu metodq
Mikroskopii Sit Magnetycznych.

Pytanie 2:

~W zatqgczniku A stanowigcym specyfikacje technicznqg przedmiotu urzqdzenia w punkcie 1.
Zamawiajgcy wymienia Wymagane tryby pracy, w tym ,,1.5. Mikroskopia sit elektrostatycznych” oraz
,1.6. Mikroskopia sit magnetycznych”.

Czy Zamawiajqgcy dopusci rozwigzanie aby mikroskop miat mozliwos¢ rozbudowy do pomiaréw
mikroskopii sit elektrostatycznych EFM i mikroskopii sit magnetycznych MFM w opcji z trybem
wysokorozdzielczej mikroskopii sondy Kelvina KFM?

Uzasadnienie. Pomiary mikroskopii EFM ora MFM sq szczegdlnymi trybami mikroskopii ze skanujgcg
sondq ze wzgledu na koniecznos¢ precyzyjnego doboru parametrow pomiaru oraz dobdor odpowiednich
sond AFM.

Zaréwno tryb EFM, MFM oraz KFM wykorzystujqg pomiar z sondq uniesiong w pewnej odlegtosci od
powierzchni probki. Dla zachowania wysokiej rozdzielczosci pomiarow, szczegdlnie w przypadku
rozktadu potencjafu oraz badania domen magnetycznych zaleca sie stosowanie dodatkowego
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wzmacniacza lock-in. Mozliwos¢ rozbudowy mikroskopu o dodatkowy wzmacniacz lock-in z opcjg
badarn EFM, MFM oraz KFM umoZliwi duzo bardziej precyzyjne probkowanie napiecia i pomiary
w submikronowej skali”.

Odpowiedz 2:

Tak, taka mozliwosé jest dopuszczalna.
Pytanie 3:

»W zatgczniku A stanowigcym specyfikacje techniczng przedmiotu urzgdzenia w punkcie 2.5.,
Zamawiajgcy wymaga: Mozliwosé rozbudowy uktadu do pomiarow w trybie wysokorozdzielczej
mikroskopii sondy Kelvina.

Czy Zamawiajgcy dopusci rozwigzanie aby mikroskop umozliwiat rozbudowe do trybu
wysokorozdzielczej mikroskopii sondy Kelvina w pojedynczym przejsciu sondg w linii skanu wraz
Z funkcjg auto-dopasowania, z potwierdzeniem zalet tego rozwigzania w artykutach naukowych?
Uzasadnienie. Jednoprzebiegowy tryb pomiaru przy badaniach KFM pozwala na duZo bardziej
precyzyjne z wyzszq rozdzielczosciq i czutoscig pomiaru sygnatu w poréwnaniu z dwuprzebiegowym
pomiarem KFM.

Zastosowanie jednoprzebiegowego trybu KFM nie powoduje koniecznosci ktopotliwego ustawiania
sondy w odlegfosci od powierzchni, co ma miejsce w drugim przebiegu sondy przy trybie
dwuprzebiegowym”.

Odpowiedz 3:

Tak, takie rozwigzanie 7 moZliwoscig rozbudowy mikroskopu do trybu wysokorozdzielczej
mikroskopii sondy Kelvina w pojedynczym przejsciu sondg w linii skanu wraz z funkcjg auto-
dopasowania oraz potwierdzeniem zalet tego rozwigzania w artykulach naukowych jest wymagane.
Jest to doprecyzowanie uiytego wczesniej stwierdzenia o ,,wysokorozdzielczej mikroskopii sondy
Kelvina”.

Pytanie 4:

»W zatgczniku A stanowiqcym specyfikacje technicznq przedmiotu urzqdzenia w punkcie 5.4
i 5.5, Zamawiajgcy specyfikuje uktad skanowania.
Czy Zamawiajgcy wymaga zastosowania uktadu skanowania w trybie skanowania prébkq?
Uzasadnienie. Skanowanie probkq w mikroskopii sit atomowych charakteryzuje sie zachowaniem
najwyzszej rozdzielczosci pomiaru oraz doskonatymi wtasciwosciami spektroskopii sif, w tym umozliwia
rozbudowe mikroskopu do optycznego sprzezenia z technikami RAMAN, TERS, IR”.

Odpowiedz 4:
Tak, Zamawiajgcy specyfikuje konieczny uklad skanowania jako: uktad w trybie skanowania
probkg.

Skanowanie probkq (a nie ostrzem pomiarowym) posiada niezaprzeczalne zalety, umoiliwiajgc
rozbudowe mikroskopu o pozgdane przez Zamawiajgcego dodatkowe techniki pomiarow optycznych.

Pytanie 5:

W zatgczniku A stanowigcym specyfikacje techniczng przedmiotu urzqdzenia, Zamawiajgcy
nie specyfikuje koniecznosci oswietlenia komory mikroskopu.
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Czy Zamawiajgcy uzna jako wazne, zastosowanie oswietlenia komory mikroskopu za pomocg
oswietlacza umieszczonego w podstawie komory mikroskopu oraz dodatkowo oswietlacza kamery?
Uzasadnienie. Podczas podglqdu na probce wystqpi zjawisko cienia lub pdfcienia, co bedzie optycznie
zmieniato ksztatt probki. Moze to powodowac uszkodzenie lub ztamanie sondy podczas nieprecyzyjnej
oceny wizualnej powierzchni probki. Zastosowanie podswietlenia wbudowanego w podstawe komory
probki jest bardzo wazng funkcja mikroskopu AFM, ktdra pozwoli na zniwelowanie artefaktow
cienia/pdftcienia oraz wzmocni kontrast ksztattu matych elementéw na probce.

Szczegdlng zaletq tego rozwigzania jest prowadzenie badarn z zakresu aplikacji fotowoltaicznych”.

Odpowiedz 5:

Tak, z uwagi na planowane pomiary 7 zakresu aplikacji fotowoltaicznych, Zamawiajgcy
uznaje za wazine i wymaga zastosowania oswietlenia komory mikroskopu za pomocq oswietlacza
umieszczonego w podstawie komory mikroskopu oraz dodatkowo oswietlacza kamery.

Pytanie 6:

»W zatgczniku A stanowigcym specyfikacje techniczng przedmiotu urzgdzenia w punkcie 2.2.,
Zamawiajgcy wymaga uktadu obserwacji dZzwigni i pola skanowania za pomocq cyfrowej kamery CCD.
Czy Zamawiajgcy dopusci rozwigzanie aby mikroskop byt wyposazony w cyfrowqg kamere CCD
o rozdzielczosci min. 5Mpx umozliwiajgcqg podglgd w kolorze oraz dwdch pozycjach obserwacji: podglgd
od gory oraz podglgd boczny?

Uzasadnienie. Obserwacja dZwigni oraz pola skanowania z dwdch pozycji ,od gory” lub w pozycji
bocznej, umozliwia precyzyjny wybor miejsca skanowania oraz praktycznie wyklucza
prawdopodobieristwo uszkodzenia sondy podczas zblizania do powierzchni prébki (szczegdinie
w przypadku probek o nieregularnej powierzchni).

Podglgd ,,od gory” oraz podglgd boczny w kolorze zapewnia duzo lepsze odzwierciedlenie obrazu
powierzchni prébki oraz mozliwos¢ nadzoru stanu fizycznego sondy pomiarowej”.

Odpowiedz 6:

Zamawiajgcy wymaga zapewnienia moZliwosci obserwacji diwigni i pola skanowania za
pomocq kamery, o parametrach wymienionych wczesniej, umozliwiajgcej oprécz podglgdu ,,0d gory”
takze podglgd boczny.

Jednoczeénie zamawiajacy informuje, iz powyzsze zmiany stanowig integralng czes¢
Zaproszenia i specyfikacji technicznej przedmiotu zamowienia, a przy tym z uwagi na ich zakres

i charakter nie wplywaja na konieczno$¢ przedtuzenia terminu sktadania ofert. Zatem, termin sktadania
i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Z powazaniem

Monika Poniewierska
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